10. Euroopa Testisiimpoosion Tallinnas

21. — 26. mail 2005. aastal toimub Tallinnas iilemaailmse ulatusega juubeliiiritus 10.

Euroopa Testisiimpoosion (10. IEEE European Test Symposium) — konverents mille
temaatika haarab infotehnoloogia siisteemide testimist, diagnostikat ja veakindlust.
Arvutite torgeteta to6 on teema, mis on elukiisimuseks igale infotehnoloogiaga seotud
toostusfirmale, aga samas puudutab ka igat liksikut inimest ning tema elukvaliteeti,
sest oleme ju tdna koik soltuvad arvutitest.

Stimpoosiumi korraldajaks on Tallinna Tehnikaiilikool. Nimetatud iiritus on selle
valdkonna koige esinduslikum foorum terves maailmas. Tallinna on oodata
tippteadlasi ja todstusjuhte rohkem kui 30 riigist {ile maailma — Euroopast, USAst,
Jaapanist ja mujalt (kokku umbes 150-200 esindajat). Esmakordselt toimub selline
konverents véljaspool Ladne-Euroopat. Tihedas konkurentsis 7 Euroopa riigi hulgas
nagu Inglismaa, Saksamaa, Austria jt. vOideti seekord digus korraldada see iiritus
Tallinnas. See on kahtlemata suureks tunnustuseks konverentsi korraldajatele,
Tallinna Tehnikatilikooli teadlastele.

Stimpoosionile esitati 154 ettekannet 32 riigist. Tihedas konkurentsis, kus ettekandeid
analiilisisid kuni 6 retsensenti, valis siimpoosioni programmikomitee vilja 31 kodige
véljapaistvamat artiklit. Seega vaid iga viies teadustod jdi soelale, mis garanteerib
16ppkokkuvottes konverentsi korge kvaliteedi ja taseme. Meeldiv on tddeda, et kaks
vélja valitud ettekannetest kuulub Tallinna Tehnikaiilikooli teadlastele (G.Jervan,
J.Raik, T.Shchenova, R.Ubar).

Lisaks regulaarsetele akadeemilistele ettekannetele uusimatest teadustulemustest 10
sektsioonis, on siimpoosionil kavas veel kaks plenaarettekannet valdkonna kuumadel
teemadel, neli {ilevaatelist ettekannet spetsiaalselt vilja valitud teemadel, 41
posterettekannet (s.h. 2 TTU teadlastelt) ja 13 ettekannet toostuslike rakenduste alal.
Viga huvitavaks tdotab kujuneda paneeldiskussioon teemal “Kas nanotehnoloogia
tdhendab uue paradigma siindi elektroonikasiisteemide testimisel?”

Enne stimpoosioni viiakse 1dbi kaks paralleelset 1-pdevast dppekursust (tutooriali)
magistrandidele, doktorandidele ja inseneridele todstusest. Pérast siimpoosioni toimub
tdiendav elektroonikasiisteemide todstuslikule testimisele piihendatud seminar.

Suurt rahvusvahelist huvi nimetatud iirituse vastu tdendab suur hulk vilissponsoreid
maailma tdhtsaimate firmade nidol elektroonikasiisteemide projekteerimise vallas.
Ainsaks Eesti firmaks, kes toetab stimpoosioni sponsorina, on Artec Group.

Téiendavat iiksikasjalist informatsiooni siimpoosioni kohta vGib leida kodulehelt
aadressil (http://ati.ttu.ee/ETS/).

Konverentsil késitletav teemade ring peaks pakkuma suurt huvi infotehnoloogiaga
tegelevatele ettevotetele vdimaldades kohtumist ja konsultatsioone maailma
tipptegijatega valdkonnas, kus missiooniks on tagada infosiisteemide usaldatavus ning
hiireteta kvaliteetne funktsioneerimine.

Stimpoosioni kaasesimeesteks on Raimund Ubar (Eesti) ja Paolo Prinetto (Itaalia),
programmikomitee esimeheks Michel Renovell (Prantsusmaa) ja kohaliku
korralduskomitee esimeheks Jaan Raik (Eesti).

Raimund Ubar
Tallinna Tehnikatlikool



Siimpoosioni programm

22. mai. Tutoorialid
1. Y. Zorian (USA). Kiipsiisteemide testimine praltikas
2. J.L. Huertas (Hispaania). Analoog- ja segasignaal-integraalskeemide
disain ja test.
23. mai. Plenaarettekanne
1. J. Figueras (Hispaania). Defektid ja uued rikete mehanismid
elektroonikasiisteemides.
24. mai. Ulevaate-ettekanded
1. J. Segura (Hispaania). Testimismeetodid nanotehnoloogias.
2. P. Maxwell (USA). CMOS kujutiste sensorid ja optiline testimine.
25. mai. Ulevaate-ettekanded
3. H.G. Kerkhoff (Holland). Mikro-elektromehhaaniliste siisteemide
(MEMS) testimine
4. H.J. Wunderlich (Saksamaa). Ise-testimisest ise-diagnostikani.
23.-25. mai. Ettekanded sektsioonides:
Kiipstiisteemide (SOC) testimine
Edusammud rikete ja defektide modelleerimisel
Uusi tulemusi testide genereerimise teemal
Efektiivne testide genereerimine ja optimeerimine
Keerukate analoogskeemide testimine
Mikro-elektromehhaaniliste siisteemide isetestimine
Defektide ja diinaamiliste rikete testimine
Miluseadmete testimine
Regulaarsete struktuuride testimine
. Edusammud diagnostikas
10. Molekulaarelektroonika testimine
25.-26. mai. Spetsiaalne seminar
Elektroonikastisteemide todstuslikule testimisele pithendatud seminar
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Eesti teadlaste poolt esitatavad ettekanded:

1. GJervan, R.Ubar, T.Shchenova (Eesti), Z.Peng (Rootsi). Energiatarbe
minimeerimine hiibriid-isetestivates siisteemides.

2. J.Raik, R.Ubar (Eesti), J.Sudbrock (Saksamaa), W.Kuzmicz, W.Pleskacz (Poola).
Uus deterministlik defekt-orienteeritud testigeneraator.

3. JRaik, R.Ubar (Eesti), Y.Skobtsov, D.lvanov, V.Skobtsov (Ukraina).
Geneetilistel algoritmidel pOhinev funktsionaalne isetestimine
digitaalsiisteemides.

4. AJutman (Eesti). Efektiivne ihenduste isetestimine ja —diagnostika
digitaalsiisteemides.
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Tallinna Tehnikaiilikooli ja Varssavi Tehnikaiilikooli teadlaste poolt vilja todtatud
weebipohine laboratoorne keskkond reaalsete fiilisikaliste defektide kaug-uurimiseks



